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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC

dans leg documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* [Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour réguliérement

Termipologie

En ce dui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporterp a la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
nationall (VEI), qui se présente sous forme de chapi

séparég traitant chacun d'un sujet défini. Deg
complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir éggdlement le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les ternes et définitions figurant dans la présente

cation pnt été soit tirés du VE
approuyés aux fins de cette publicafi

Symbples graphiques

Pour leg symboles gr
signes fl'usage générak app

consultgra:
— Ja CEI 27:
éleg¢trotechnig

- Ja CElI
sur|le €
feullles™rdividw

et pour |es appareils électromédicaux,

— laNCFl 878. Symboles graphiques pour

sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

3y, readers are referred to [[EC 50:
ieal Vocabulary (IEV), Which is
separate chapters each |dealing
Full details of the IEV [will be

on request. See also the IEC Mulfilingual

and definitions contained in the presept publi-
e either been taken from the IEV or haye been
ion.
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raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols anf signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for dse on
equipment. Index, survey and compilation| of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagramps;

and for medical electrical equipment,

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical

équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —
Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —

Section 24: Méthodes d’essai pour les dispositifs
de protection pour perturbations conduites IEMN-HA

Publication fondamentale en CEM

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisationymondiale dg
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationabx de |
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions d&

I'éldctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres attjvité

Leuf élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux-d

sujgt traité peut participer. Les organisations internationales gouver Q

liaiqon avec la CEI, participent également aux travaux.
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditio

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEI i %
du possible un accord international sur le§ suj tudiés, stant\donng que
sonf représentés dans chaque comité d’études.

3) Les| documents produits se présentent sous—te ne de\recQmmandations internationales. lls sont

conjme normes, rapports technigques ou guies et agréés.conime tels par les Comités nationaux.

4) Darls le but d'encourager l'unifjcation mtern

facgn transparente, dans todteNa : es internationales de la CEIl dans leurs
e CEl et la norme nationale ou ré

natipnales et reg|ona|es
corfespondante doit étreN

5) La CEI n’a fixé aucune S arquage comme indication d'approbation et sa respor

n’egt pas engagég/guandhun mat

6) L’atfention est athirég it Qu ins\des”éléments de la présente Norme internationale peuvg
I'objet de droits RITEALE i Ju de droits analogues. La CEIl ne saurait étre teny
responsable de ne pas i ifie sdroits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence|

La Ngrme intérratiQn 61000-4-24 a été établie par le sous-comité 77C:

I'impulsion é 1Qghétigue nycléaire a haute altitude (HEMP), du comité d'études 77

CEl: Gompat]

Elle constituejlaysectign 24 de la partie 4 de la norme CEI 61000. Elle a le statut de publ

fondamentalexen S en accord avec le Guide 107 de la CEl.

Le texte.dé cette norme est issu des documents suivants:

Immu

nposée
bjet de

ines de

onales.
e par le
gles, en
hisation
5.

mesure
Bressés

publiés

ipuer de

normes
gionale

sabilité

nt faire
e pour

nité a
de la

cation

FDIS Rapport de vote

77C/37/FDIS 77C/40/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniquement a titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —
Part 4: Testing and measurement techniques —

Section 24: Test methods for protective devices
for HEMP conducted disturbance

1) The
all
inte)
this|
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part
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2) The
inte)
fron
3) The
of g
4) In d
Sta
dive
indi
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equ
6) Attd
of p

Intern
high-4
magn

It forn

The t

basiC EMU publication

FOREWORD

end and in addmon to other activities, the IEC publlshes Inte
icipate in this preparatory work. International, governms

Standardization (ISO) in accordance Wlth condi
hnizations.

formal decisions or agreements of
Fnational consensus of opinion on the re

express, as nearly as possi
nical committee has represg

all interested National Committees.

documents produced have the form of fecommendations, for International use and are published in t
tandards, technical reports or guides and the e National Committees in that sensgq
rder to promote internationa icatic ommittees undertake to apply IEC Inter
hdards transparently to he axi iBlg” in their national and regional standard
rgence between the arresponding national or regional standard shall be
Cated in the latter.

IEC provides” ne i ced inth its approval and cannot be rendered responsible
pment declared tg { i

ntion is drawn to ibyi ome gf the elements of this International Standard may be the

atent rights. ThE\E esponsible for identifying any or all such patent rights.
htional 00-4-24 has been prepared by subcommittee 77C: Immu
Ititude ucle netic pulse (HEMP), of IEC technical committee 77: E
ptig

NS section It has the status of a basic EMC publica

xt\of this standard is based on the following documents:

hprising
romote
Ids. To
ation is
th may
liaising
hization
he two

ble, an
bntation

he form

hational
s. Any
clearly

for any

subject

hity to
ectro-

ion in

FDIS Report on voting
77C/37/FDIS 77C/40/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting

indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

La CEI a lancé la préparation de méthodes normalisées de protection de la population civile
contre les effets des explosions nucléaires a haute altitude. Ces effets peuvent entrainer la
rupture de réseaux de communication, de réseaux d'alimentation électrique et informatiques, etc.

La présente section de la CEl 61000-4 s'intéegre dans un ensemble complet de normes traitant
de tous les types d'immunité a I'impulsion électromagnétique nucléaire a haute altitude. Nous
utiliserons I'acronyme correspondant «[ EMN-HA».

L'utilisation de cette norme est r‘npnndant indéppndanm des autres parfipc et sections de la
CEI 1000 et de la CEI 61000, excepté pour les normes spécifiquement no &es en référlence.

Cette jnorme est a rapprocher de la CEl 1000-5-5.
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INTRODUCTION

The IEC has initiated the preparation of standardized methods to protect civilian society from
the effects of high-altitude nuclear bursts. Such effects could disrupt systems for
communications, electric power, information technology, etc.

This section of IEC 61000-4 is part of a complete set of standards that covers the entire
category of immunity to high-altitude nuclear electromagnetic pulse. The appropriate acronym
is either HA-NEMP or more simply HEMP.

The a plir‘afinn of this standard is_haowever_not dnpnndnnt an access to aother sections and

parts pf the IEC 1000 and IEC 61000, except for those specifically referred

@%

Attentjon is drawn to IEC 1000-5-5.

o
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —

Section 24: Méthodes d’essai pour les dispositifs
de protection pour perturbations conduites IEMN-HA

Publication fondamentale en CEM

1 Domaine d','-\lr\plir‘a'rinn

Cette |section de la CEI 61000-4 définit les méthodes d'essai concerngnt les™dispositifs de
proted inct bssais
de ca ant les
meéthg e cas
de vati

2 Réfé

Le do y est
faite, D00-4.
Au mc tif est
sujet g de la
CEI 6 2¢entes
du do edent le
regist

CEl 5 gtibilité
électrpmagnétique

3 Définitions Q

Pour lg¢s besoins de |&p

3.1 [

3.2 t lrodes
métalliq bssion
et desti 5.

3.3 é&lémentdeprotestion primaire : Premier élément de protection, vu du cbété non pfotégé
de la protection, quirécoule la plus grande partie du courant transitoire.

3.4 date Inmrégé - Coté de 1a Inrntm‘tinn oll se situe I‘éqnippmpnf a prn'régpr

3.5 cOté non protégé : Coté de la protection ou est susceptible de se produire un phénoméne
de surtension.

4 Méthodes d'essai des dispositifs de protection pour perturbations conduites
4.1 Généralités

Le comportement réel d'un dispositif de protection dans un environnement IEMN-HA dépend
largement de la fagon dont il est intégré dans son lieu d'utilisation et d'autres circonstances
concomitantes (par exemple: la qualité du blindage entre le c6té protégé et le c6té non protégé
de l'élément de protection). Les méthodes d'essai suivantes tiennent compte de ce qui
précéde. Elles sont définies de facon que les résultats soient autant que possible liés aux
caractéristiques du dispositif en essai (DEE). La configuration d'essai differe peu de la
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4: Testing and measurement techniques —

Section 24: Test methods for protective devices
for HEMP conducted disturbance

Basic EMC publication

1 Scope

evices fot HEMP
Qltage-limiting
igns for

This s$ection of IEC 61000-4 deals with methods for testing protective ¢
condulcted disturbance. It primarily covers testing of voltage breakdow

charagteristics but also methods to measure the residual voltage under ¥
the c4

2 No

The f { : i$ text,
constitute provisions of this section of IEC 61000-4« e iy fcation, edition
indicafed was valid. All normative documents are su 3 isi [ ments
based on this section of IEC 61000-4 are encouraged to j iga ibili plying

the m st recent edition of the normatl e docu paent \ndicg d ISO
maint \

IEC 50(161): 1990, International Electrotechnisa
magnetic compatibility

apulary (IEV) — Chapter 161: Efectro-

3 Definitions

For the purposes Oithi

3.1 [DUT: Device un

3.2 ¢ trodes
hermati rotect
appar
3.3 pri gide of
a prot

3.4 protected side: The side of a protection measure where the equipment is situatgd that
has tg be_protected.

3.5 unprotected side: The side of a protection measure from which the surge event is expected.

4 Test methods for protective devices for conducted disturbance

4.1 General

The actual behaviour of a protective device under HEMP conditions depends very much on
how it is integrated in its place of use and other attendant circumstances (e.g. quality of
shielding between protected and unprotected side of a protection element). The following
test methods take this into account. They are defined so that the results obtained are as far
as possible related to the qualities of the device under test (DUT), and the test arrangement
does not differ too much from practical protection arrangements. In order to keep this test
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configuration de protection réelle. Afin que cette norme d'essai reste aussi simple et
universelle que possible dans son application, il est admis d'optimiser la configuration d'essai
dans certaines limites mais sans s'écarter des configurations de protection réelles.

4.2 Configuration d'essai

La configuration d'essai comprend un générateur d’impulsions (G), une ligne d'émission, le
dispositif/support du DEE, et la charge avec la ligne associée et I'oscilloscope (voir figure 1).
L'impédance caractéristique doit étre la méme pour tous les éléments du montage. Si des
impédances différentes de 50 Q sont utilisées, elle doivent étre indiquées.

--------------------- [l s0a []
Générateur :E — (\
d’impulsion \
A

4 Oscilloscope

G Ligne associée har

J_I_

/ 3

Ligne d’émission
50 Q I: A e — . 50 Q

Support)comprenant le DEE
WOM x Coté protégé
A\ >
\\> IEC 245/97

N

Configuration d'essai de dispositifs de protection

Afin d'éviter enomenes de couplage parasites entre le générateur d'impulsigns et
I'oscilloscopenles~cdtes non protégé et protégé du montage doivent étre complétement|isolés
par un blindage. Il est recommandé d'utiliser des cables multitresses ou a blindage continu. Il
faut veiller a utiliser des connecteurs coaxiaux trés performants, d'impédance caractéristique
correcte, ; se.

4.3 Générateur d’impulsions

L'impédance caractéristique du générateur d'essai doit étre de 50 Q ou égale a la valeur
indiquée. Le générateur doit fournir une impulsion de tension rectangulaire dans une charge
adaptée. Le front avant de I'onde doit avoir une pente d'au moins 1 kV/ns au point d'amorcage
ou de limitation du dispositif de protection primaire du DEE. La tension de sortie (sur une
charge adaptée) doit étre réglable jusqu'a une tension double de la tension de limitation du
DEE prévue. Les deux polarités doivent étre possibles. La durée de l'impulsion doit étre au
moins de 20 ns.
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standard simple and as universally applicable as possible, the performer is allowed to
optimize the test set-up within certain limits but without leaving the range of practical protection
arrangements.

4.2 Test set-up

The test set-up consists of pulse generator (G), launching line, test fixture for the DUT, and
termination with connecting line and oscilloscope (see figure 1). The characteristic impedance
shall be the same throughout the test set-up. If impedances other than 50 Q are used, they
shall be specified.

4 Oscilloscope

--------------------- =2 1~ \
Pulse-generator
g \ ] AN

G Connecting line Terminati

J_I_

Launching line
50 Q [ AT G~ 50 Q |

Test fixture with DUT
U rote% x Protected side
S \\> A >

IEC 245/97

est set-up for testing protective devices

To prevent pata oupling between the pulse generator and the oscilloscope, both the
unprotected-and protected side of the set-up must be entirely shielded. It is recommenged to
use cpble’s ywith multiple braided wire shields or solid shields. Be sure to use high-guality
coaxial\connectors with the right characteristic impedance, that can withstand the high-vpltage
pulses—Beaware of groumdingtoops:

4.3 Pulse generator

The pulse generator shall have a characteristic impedance of 50 Q or the value specified. It
shall produce a normally rectangular voltage pulse into a matched termination. The front of the
wave shall have a rate-of-rise of at least 1 kV/ns at the firing voltage or limiting voltage of the
primary protection element of the DUT. The output voltage (into a matched termination) shall
be adjustable to a value 2 times higher than the expected limiting voltage of the DUT. Both
polarities shall be available. The pulse duration shall be at least 20 ns long.
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4.4 Ligne d'émission

La ligne d'émission se compose d'un cable coaxial dont I'impédance caractéristique est de 50 Q
ou égale a la valeur indiquée. Le cable entre le générateur d'impulsions et le DEE doit étre
suffisamment long pour que les réflexions en provenance du DEE ne reviennent pas au
générateur d’impulsions durant le front de l'impulsion. Le temps de propagation unidirec-
tionnelle dans le cable doit dépasser la moitié de la durée totale du temps du front de
I'impulsion. Etant donné que l'atténuation du cable est liée a la fréquence, il est possible, en
prolongeant la ligne d'émission, de diminuer la pente du front de I'impulsion et donc de I'adapter a la
valeur désirée.

4 5 Dinnnni{-ifn/nunnnr{- daccal
. T OoTtTor oa PP ot g coott

4.5.1 |Généralités

Les digpositifs d'essai utilisés sont mécaniques; ils sont équipés de co BVUS a
la fois| pour l'accés non protégé et pour l'accés protégé. lls servent a place.
Deux types différents peuvent étre utilisés: les dispositifs de type A &

4.5.2 |Dispositifs de type A

Il est possible d'essayer des tubes a décharge desting 3 icati gxiales
a haute fréquence en utilisant des supports correspdg iSgonit ¢ ce. Le
dispogitif de protection s'insére entre Ie conduc | ne du
montgge du coaxial en produisant un E. Les
mesutles effectuées avec ces suppor lité et
permattent de mesurer les parametres i

4.5.3 |Dispositifs de type B

Les dispositifs de type B sont™s xfinci ili es de
protedtions a deux ou ¢atre es,~qu'ils;Sai iné a é > ersée.
Dans fous les cas, les|me eCtie ue les
diode$ et les varisto Huctifs
dus alun di/dt é e son
insertion dans le diSpoOski nt.

Le dig mpose de trois parties principales: le boitier non prptégé,
un blindage ¢é ‘ hoitier protégé (voir figure 2).

rBIindage de séparation

A — - — Vis
PZ\ = B
EZnjEa
= ; )}3 =
| 1 |

— —NEZZATTTA —— s
\—\/—/\_\/_/
Boitier non Boitier
protégé protégé

IEC 246/97

Figure 2 — Exemple de dispositif d'essai de type B a deux acces
dans une configuration sans passe-paroi
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4.4 Launching line

The launching line consists of a coaxial cable with a characteristic impedance of 50 Q or the
value specified. The cable between the pulse generator and the DUT shall be long enough so
that reflections from the DUT do not arrive at the pulse generator during the pulse front. To
achieve this condition, the one- way propagation time along the cable must be greater than half
the front time of the pulse. Due to the frequency-dependent attenuation of the cable, the
steepness of the pulse front may be lowered and thus adjusted to the desired value, by further
extending the launching line.

4.5 Test fixture

45.1
Test f

proted
used.

452
Gas d
insert

influe
devicq

4.5.3

Type

protedti

Howe
strong

the mg

inhersg

The fi
the pr

may }e tested in correspondmg, commercially ava

General

Type A fixtures

ischarge tubes intended to be used for protectio :
protective de\

d between the mner and outer conductor of thé with a minim
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IEC 246/97

Figure 2 — Example of a type B test fixture with a two terminal DUT in
non-feed-through configuration
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rBIindage de séparation

—-— A= —— Vis
- N
X
T
N Pi D | |
—— AT — - — s

Boitier non  Boitier
protégé protégé

Figure 3 — Exemple de dispositif d’essai de type B a quatre

dans une configuration sans passe-paroi

Boitier non protégé

L'intédieur du boitier non protégé doit étre de sectiof circulaite. ametre et sa lorjgueur
peuvent étre adaptés aux dimensions du DEE. Le| boftie divisé en deux parties
suivar > NSauf spécification contraire,
la lon ' 2gé poirt de soudure du DEE (P»)
ne do i A sourant/ dans le DEE entre les [points
P, et

Blindgge de séparation

Les dispositifs de prot . &tfe insérés dans le blindage de séparation
suivant la méme procéd i : i

Pour les disposi@i i i de traversée, un céble doit étre installé a tfavers
la cloison, confornyé 3 g . IDest possible d'isoler le cable ou le bord de I'grifice.
Sauf ifi nt de
traver ‘ rtan{ pas/de traversée peut étre installé prés du blindage, s'll n'est
pas e paroi
meétalli

Boitie

L'envg e, Elle

doit étre Aussi courte que possible. La longueur de la connexion entre le point Py et le
connecteuft protégé doit étre aussi courte que possible.

4.6 Charge

La charge doit étre adaptée a l'impédance caractéristique du montage d'essai a la bande
passante de l'oscilloscope, a 3 dB pres. Elle doit étre du type traversée et suivie d'une sonde
d'oscilloscope a haute impédance jouant le réle de diviseur de tension, ou elle doit faire partie
du premier étage d'un atténuateur situé devant I'oscilloscope. La ligne située entre le dispositif
d'essai et la charge devra présenter la méme impédance que la charge. Elle doit étre aussi
courte que possible. Son atténuation doit étre inférieure a 0,5 dB a la fréquence supérieure de
coupure a 3 dB de l'oscilloscope. Vérifier que la charge résiste aux impulsions d'essai sans
subir de dommage.
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Figure 3 — Example of a type B test fixture with a four-ter
non-feed-through configuration

Unprdtected shell

The irfterior of the unprotected shell shall have a cirqular/cyoss=gecti length
may he adapted to the size of the DUT. The gf t axial
directijon for better access to the solde ints\ e wire
from the unprotected connector (Py) to i j I r than
the lepgth of the current path in the DUTbetwee i tected
shell.

Partition screen

Feed-through protectiveNdevis : ~ as in
actuall application.

For non-feed-thro e wire
or the| edge of the itor or
other feed-throug to the
screefn but shall K . actual

applicptions

Proteqt

The protected- st orves as transition to the protected connector. The protected shell shall
be mgde as short as*possible. The length of the connection between point P, and the protected

connectot,shall be as short as possible.

4.6 Termination

The termination shall be matched to the characteristic impedance of the test set-up within the
3 dB-bandwidth of the oscilloscope. It shall be of the feed-through type, followed by a
high-impedance, voltage-dividing probe of the oscilloscope or be part of the first stage of an
attenuator in front of the oscilloscope. The line between the test fixture and termination shall
have the same impedance as the termination. It shall be as short as possible. Its attenuation
shall be less than 0,5 dB at the upper 3 dB cut-off frequency of the oscilloscope. Make sure
that the termination withstands the test pulses without degradation.
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4.7 Oscilloscope
La largeur de bande de l'oscilloscope et des autres composants du montage d'essai doit étre

suffisante pour que soit limitée a £+ 20 % l'incertitude globale des valeurs crétes de u et de
du/dt dues aux limitations de la largeur de bande et & d’autres types d'erreurs.

4.8 Procédure d'essai
4.8.1 Réglage du générateur d’'impulsions

La ligne d'émission (voir figure 1) est d’abord reliée directement a la ligne connectée a la
charge.

Réglage du générateur d’'impulsions:

a) i le DEE ou I'élément de protection primaire d'un DEE a q

décharge, la pente du front avant de I'impulsion recherchée doit étte

tension disruptive du tube a décharge lors de I'essai;

b) ki le DEE ou I'élément de protection primaire d'un DE

tension (c'est-a-dire une diode ou un varistor), la plus gre gente

du[front avant de l'impulsion doit étre égale a

du/dt = (1/2) x Z

ou |Z. est I'impédance caractéristiq
4.8.2 |Procédures de vérification
La ligne d'émission (voir figlre 1)
Si un fispositif d'essai |de typ ili iy/verifi aristi ission
de la ¢gonnexion inzern '
Pour |cela, le D drateur
d’'impulsions) est e N 3 % du
signall mesuré erx4.8, iNdiffe , i ' iame du fil
de cdnnexion (une cdpacité par rapport a la masse diminuera l'impédance
caractiéristiqgk 3 ptation entre le générateur d’'impulsions et la charge).
Pour gtre T i aucun couplage indésirable entre le cété non protégé et I¢ coté
protédé du th S ssai, des essais de vérification seront effectués avec les modifigations
du digpositif diessai sujvantes:
Si le PEE, est un composant a deux f|Is il doit étre remplace par un court cwcun de la |méme
longued

connecteur protege (voir figure 2) doit étre enlevee Un essai doit étre effectue avec la broche
interne du connecteur protégé «a l'air» et un autre essai doit étre effectué avec cette broche réunie
a la masse (par I'écran de protection).

1) Noter que le di/dt indiqué correspond au di/dt réel du DEE pendant I'essai. Le DEE ayant une trés faible impédance par
rapport a 50 Q ou a l'impédance spécifiée, le courant i/ et donc aussi le di/dt sont doublés durant I'essai.
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4.7 Oscilloscope

The bandwidth of the oscilloscope and the other components of the test set-up shall be wide
enough that the overall uncertainty of the peak values of u and du/dt due to bandwidth
limitations and other system errors is not higher than = 20 %.

4.8 Test procedure

4.8.1

Adjustment of the pulse generator

The launching line (see figure 1) is first connected directly to the line leading to the termination.

Thep

tuble, the steepness of the leading front of the prospective pulse
the impulse spark-over voltage of the gas discharge tube during

b)

deyi

fro

whe

4.8.2

The Igunching line (see figure 1) is then’connecte

Lilse generator is adjusted as follows:

f the DUT, or the primary protection element of a four-terminal k

nt of the prospective pulse shall be

duldt = (1/2) x Z,

'nt cont ection between the protected ar

harge
/ns at

imiting

ading

If a test fixture type B A4S\ T the d the
unprotected connector shal be tgsted fox ltg\transmyjssSion characteristics.

For this purpose ) of the
pulse [generator under
4.8.1 by more than/10% ire should
be ingreased (a higtfe improve
the match betwee

To make sure tha dide of
the tept igns on
the teg

If the DUT is_a‘two<|leag device, it shall be replaced by a short-circuit connection of the same|length
and form as the current path through the DUT. The connection between P, and the centre-pin of the
protected{econnector (see flgure 2) shall be removed. One test shall be made with the centref pin of
the pr leueu CormecCtlol IBIL OpcTl dlIU dlIUllIEI orie WILII Llllb plll LUIIIIELLBU [L0) llle glUUIIU \WIl 1N the

protected shell).

1) Note that the specified di/dt corresponds to the actual di/dt in the DUT during the test. As the DUT has a very low
impedance compared with 50 Q or the specified impedance, the current i and therefore also di/dtis doubled during the test.
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